SMLOUVA O DILO (SMLOUVA O SMLUVNIM VYZKUMU)

uzaviena podle §2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik (dale jen ,Smlouva“)

Smluvni strany

Masarykova univerzita, Pfirodovédecka fakulta
Sidlo: Zerotinovo nam. 617/9, 601 77 Brno

Fakturacni adresa: Kotlarska 2, Brno 602 00

ICO: 00216224, DIC: CZ00216224

Zastoupen: prof, RNDr. Ludék Blaha, Ph.D., dékan PfF
(dale jen ,MU*)

a

Meopta s.r.o.
Sidlo: Kabelikova 2682/1, 750 02, Prerov - Prerov |-Mésto
IC/DIC: 19196661, CZ 19196661

Zastoupen:_jednatel

(dale jen ,Meopta“)

a

TTS, s.r.o.
Sidlo: Novodvorska 994 / 138, 142 00 Praha 4
IC 48026395

zastoupen NN jcqnate

(dale jen ,TTS")

1.

. Preambule
Smiluvni strany spoleé¢né spolupracovaly na projektu reg. ¢.
CZ.01.01.01/01/22_002/0000677 s nazvem ,PokroCila optika pro aplikace
ultrakratkych laserovych pulzii ve vinové oblasti DUV, VIS a NIR, ktery mél byt
realizovan v obdobi od 1.2.2023 do 31.12.2026 a byl financovan z dotace poskytnuté
Rozhodnutim o poskytnuti dotace Ministerstva pramyslu a obchodu &. j. MPO 19243/24
161400.

Dne 7.5.2025 bylo vydano rozhodnuti &.j. MPO 49866/2025, kterym byla odebrana
dotace, jez byla zdrojem financovani projektu, a hlavni fesitel (Meopta) byl povinen tuto
dotaci navratit. JelikoZ dotace se vyplaci zpétné, a tedy i financovani €innosti MU na
projektu mélo byt financovano zpétné. Z tohoto davodu prace MU za rok 2024 a &ast
roku 2025 nebyla pokryta dotaci a MU tedy nedostala za tuto praci zaplaceno.



w

Doposud neuhrazenou ¢€innosti ziskala MU relevantni podklady, data a poznatky (dale
jen ,Poznatky*).

Smiluvni strany shodné prohlasuji, Ze tyto Poznatky jsou kliGové pro jejich budouci
projektovou spolupraci v ramci nového projektu Vyvoj pokrogilych optickych zrcadel a
délich pro ultrakratké laserové pulzy s vysokou energii

Spole¢nosti Meopta a TTS maji v umyslu tyto Poznatky a vystupy védeckého zkoumani
od MU odkoupit za u€elem jejich dalSiho vyuZiti a komercializace.

Il. Predmét smlouvy (Dilo)

Predmétem této smlouvy je Uplatny pfevod viastnickych prav k vysledkiim méfeni a
pfipadnych prav duSevniho vlastnictvi k Poznatkim a vystupim védeckého zkoumani,
které MU vytvofila v ramci €innosti popsané v Preambuli této smlouvy (dale jen ,Dilo®).

Detailni specifikace Poznatk(, datovych sad a vyzkumnych zprav, které tvofi Dilo, je
uvedena v Priloze &. 1 — Prehled vystupl a jejich technicka specifikace.

MU se zavazuje pfedat a prevést na spole¢nosti Meopta a TTS (dale jen ,Nabyvatelé®)
vesSkera prava k tomuto Dilu a Meopta se zavazuje za toto Dilo zaplatit sjednanou cenu.

ll. Casové pInéni a Harmonogram

MU se zavazuje pfedat ucelenou dokumentaci a vystupy Nabyvatelim nejpozdéji do
30 dnl od uginnosti této Smiouvy.

Pfedani a pfevzeti: O pfedani Dila bude vyhotoven pisemny Protokol o pfedani a
prevzeti, podepsany vSemi smluvnimi stranami. Podpisem protokolu se ma za to, Ze
Dilo bylo Fadné odevzdano.

IV. Cena Dila a platebni podminky

. Cena za prevod Dila (Poznatkl) je sjednana jako pevna ve vysi 1 250.000,- K& bez

DPH. K této ¢astce bude pfipoétena DPH v zakonné vysi.

Tuto cenu se Meopta zavazuje uhradit na zakladé faktury vystavené MU po podpisu
Protokolu o pfedani a prevzeti Dila.

Splatnost faktury je stanovena na 30 dnu od jejiho doru€eni Nabyvatelim.

4. Sjednana cena zahrnuje veskeré naklady MU vynaloZené na ziskani Poznatkl a

zahrnuje i odménu za pievod prav duSevniho viastnictvi dle &l. V.

V. Prava dusevniho vilastnictvi

MU timto poskytuje Nabyvateli vyhradni a ¢asové, Uzemné a mnozstevné neomezené
opravnéni k vykonu prava Dilo uzit (licenci) ke vSem znamym zpusobim uZziti, a to k
tém &astem Dila, které MU vytvorila v obdobi od 1. 1. 2024 do 7. 5. 2025.

Nabyvatel licenci nabyva v plném rozsahu okamzikem zaplaceni ceny dila. Nabyvatel

je opravnén opravnéni tvorici soucast licence zcela nebo z&asti poskytnout tfeti osobé
(podlicence) nebo licenci na tieti osobu postoupit.






Piehled vystupi a jejich technicka specifikace

Vystupy jsou shrnuty v protokolech obsahujicich stru¢ny popis uZitych metod, shrnuti hlavnich vysledkt
anejdulezit®j§i zavery. V piipad¢ optické charakterizace vzorku jsou dodany i soubory (v textovém tvaru)
obsahujici naméfena data a kompletni vysledky optické charakterizace. Vystupy, tak jak jsou popsany
nize, jsou rozd€leny na ¢asti odpovidajici jednotlivym ¢innostem provedenym béhem roku 2024 a
zaCatkem roku 2025 pfi feSeni projektu ,,Pokrocila optika pro aplikaci ultrakratkych laserovych pulzi ve
vinové oblasti DUV, VIS a NIR“, kterému byla odebrana dotace. Ke kazdému z vystupl (odpovidajicim
popisiim v jednotlivych odstavcich) bude dodan samostatny protokol.

Néavrhy vrstevnatych systému antireflexnich pokryti pro vinové délky 515 nm a 1030 nm. Navrhy jsou
vytvofeny s uzitim genetickych algoritmt, pfiCemz v rdmci optimalizace je uvaZovana minimalizace
odrazivosti, maximalizace §ifky oblasti vinovych délek, kde je odrazivost mala, minimalizace citlivosti
na odchylky vyrobnich tlousték od nomindlnich tlousté€k a optimalizace pribéhu elektrické intenzity v
systému (minimalizace jeji velikosti, pfedev§sim u rozhrani). Navrzené systémy jsou pro kombinace
materidli HfO2/Si02 (depozice pomoci Helios a Syrusll), Ta205/Si02 (depozice pomoci Syrus7) a
Ti305/S102 (depozice pomoci Syrus7).

Vysledky optické charakterizace vzorktli antireflexnich pokryti. Charakterizace je provedena na zékladé
meéfeni elipsometrickych veli¢in, odrazivosti a propustnosti. Méfeni pokryvaji Sirokou spektralni oblast
od stfedni infraervené oblasti aZ po ultrafialovou oblast. V ramci optické charakterizace byly uvazovany
drsnosti rozhrani (zapo¢teny pomoci Rayleigh-Riceovy teorie), odrazy na zadni stran€ substratu, a rovnéz
bylo zohlednéno, Ze optické konstanty vyrobenych vrstev se mohou mirné 1i§it od té€ch uzitych pfi navrhu.
Hlavnimi vysledky optické charakterizace jsou urCené tloustky vrstev ve vyrobenych systémech,
hodnoty drsnosti rozhrani a zji§téné odchylky v optickych konstantach. Charakterizovéano bylo 8 vzorki:
(515nm, Ta205/8i02), (515nm, Ti305/S102), (1030nm, Ti305/Si02), (1030nm, Ta205/Si02), (515nm,
Hf02/8i02), (1030nm, Hf02/Si02), (515nm, HfO2/Si02), (1030nm, Hf02/Si02).

Vysledky ovéteni plosné uniformity vzorkl antireflexnich pokryti. PloS$nd neuniformita byla
vyhodnocena na zakladé méfeni zobrazovaci spektroskopické reflektometrie. Vysledkem jsou mapy
charakterizujici plo$nou neuniformitu vzorkli. Charakterizovano bylo stejnych 8 vzorktl jako v ptipadé
optické charakterizace uvedené v predeslém odstavci.

Vysledky optické charakterizace Al a Ag vrstev. Charakterizace je provedena na ziakladé méfeni
elipsometrickych veli€in, odrazivosti a propustnosti. Hlavnimi vysledky optické charakterizace jsou
uréené optické konstanty kovovych vrstev a v ptipad€ vzorkd, které nejsou zcela nepritheldné i jejich
tloustka. V ptipad¢ Al vrstev byla uvaZovana nativni oxidova vrstva a povrchova drsnost (zapo¢tena
pomoci Rayleigh-Riceovy teorie). Charakterizovany byly 3 vzorky s vrstvami Ag a 3 vzorky s vrstvami
Al V dani trojici se vzorky lisili tloustkou.

Vysledky optické charakterizace vrstev Al pokrytych SiO2 vrstvami. Charakterizace je provedena na
zaklad€ méfeni elipsometrickych veli€in, odrazivosti a propustnosti. V ramci optické charakterizace byly
uréeny optické konstanty hlinikovych vrstev, jejich tloustka a tloustka kryci SiO2 vrstvy. RovnéZz byla
uvaZovéana drsnost rozhrani (zapoctena pomoci Rayleigh-Riceovy teorie). Charakterizovany byly 4
vzorky. Tyto vzorky se ligili tlouStkou Al vrstev, nomindlni tloustka SiO2 vrstev byla stejna.

Opticka charakterizace SiO2 vrstev deponovanych na Si substratech. Charakterizace je provedena na
zakladé méfeni elipsometrickych veli¢in, odrazivosti a propustnosti. V ramci optické charakterizace byly



urCeny optické konstanty vrstev a jejich tloustky. Charakterizovany byly 3 vzorky s odlisnymi
tloust’kami vrstev.

Me¢fteni odrazivosti vrstev Al pfipravenych v TTS s uzitim riiznych technologickych podminek. V blizké
infracervené, viditelné a ultrafialové oblasti byla zméfena odrazivost vzorkli s hlinikovymi vrstvami,
které maji dostate¢nou tloust’ku na to, aby byly neprithledné. Mé&tfeno bylo 5 vzorkt.

Vysledky optické charakterizace SiO2 vrstev na Si substratech. Charakterizace je provedena na zakladé
méfeni elipsometrickych veli€in a odrazivosti. V rdmci optické charakterizace byly urfeny optické
konstanty vrstev a jejich tloustky. Charakterizovano bylo 7 vzorkt.

Vysledky optické charakterizace dvou vrstev Al. Pii depozici jednoho ze vzorkt byl uzity pfedehfev au
jednoho ptedehfev uzit nebyl. Hlavnim cilem bylo porovnat vlastnosti takto pfipravenych vzorku.
Charakterizace je provedena na zdkladé méfeni elipsometrickych veli€in a odrazivosti. Pfi zpracovani
dat byla zohlednéna pfitomnost nativni oxidové vrstvy a povrchové drsnosti (zapotené pomoci
Rayleigh-Riceovy teorie). Hlavnim vysledkem jsou ur€ené optické konstanty hlinikovych vrstev, ale byly
urCeny i parametry povrchové drsnosti a tloustky nativnich oxidovych vrstev.

Vysledky optické charakterizace vrstev Mo. Charakterizace je provedena na zékladé méfeni
elipsometrickych veli€in, odrazivosti a propustnosti. V rdmci optické charakterizace byly ur€eny optické
konstanty vrstev a jejich tlouStky. Charakterizovany byly tfi vzorky liSici se technologickymi
podminkami pfipravy.

Vysledky optické charakterizace vrstev Al. Jedna se o tfi vzorky pfipravené za stejnych technologickych
podminek, ale kazdy vzorek byl vytvoFen v rdmci samostatné depozice. Opticka charakterizace vzorki
byla provedena za ¢elem ovéteni reprodukovatelnosti jejich vyroby. Charakterizace je provedena na
zédklad¢ meteni elipsometrickych veli€in, odrazivosti a propustnosti. Pfi vyhodnoceni bylo mozné u
vSech vzorkt pfedpokladat identické optické konstanty vrstev. Odchylky mezi jednotlivymi vzorky bylo
mozné interpretovat na zaklad¢€ drobnych zmén v jejich tloust’ce. Pti vyhodnoceni byla uvazovana i
povrchova drsnost (zapoctena pomoci Rayleigh-Riceovy teorie).





